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Beschreibung:
e Das optische Messgerat ermdoglicht eine
guantitative Auswertung von Oberflachen
Rotationsvorschub e Die Oberflache wird mit fokussiertem
, WeiBlicht beleuchtet welches mit Hilfe eines
Referenz-strahlengangs zur Interferenz
gebracht wird
e Aus dem Intensitatsprofil in Z-Richtung wird
die Oberflachentopographie berechnet
e Das Messgerat zeichnet sich durch eine hohe
Messgeschwindigkeit aus

Messkopf

xy-Koordinatentisch
Bruker NPFLEX-LA

Technische Daten:

Auflosung in 0,15 nm
z-Richtung:

Laterale max. 0,20 nm
Auflosung

Messprinzip WeiRlichtinterferometrie
Rotations- ideal fur zylindrische
vorschub Untersuchungsoberflache

Oberflichentopographie Extrahierte Schleifriefen

‘| f

Umfangsrichtung

Untersuchungsmoglichkeiten

e Normgerechte Bestimmung von
Oberflachenkennwerten nach

e DINEN ISO 4287/4288 moglich

Achsrichtung (rot: Rechtsdrall; weil: Umfangsrichtung; blau: Linksdrall)

inkelverteilung teilung

Linksdrall 0.00 Rechtsdrall Linksdrall -0.10 ° Rechtsdrall J ° Eine Rotationsein heit erméglicht die

49.33 %

14 4971% 50.29 %

Vermessung von Drallstrukturen auf
Wellenoberflachen

e Vermessen von Abstidnde, Tiefen,

Volumen und Geometrien

TV wekeoraniowngr Wikeorenteumar1 e Schadensanalyse: Kratzer, Fehlstellen,
etc.

e VerschleiBmessungen, Laufspurverschleild
eines RWDR auf einer Welle, etc.

o
Riefenvolumen nomiert [

Rie‘enanzahl normiert [

Mikrodralldarstellung
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